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また王 ㌃ ㌻-k･is から
遭二=k(1-N′T) となる.fs
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Fig.4.FadingorKKα(adu l a r ia ) in d u r a tio n o F b o n l b a r d ing.
Electronbeamradiusw a s 10 / E m .
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試料MgO,電子ビーム径約2/Jm.分光結晶 RAP, 位置は,第 1チャンネルから620の位置にある.


























































electronbeamミニ 三竺竺 i 2nd I 3rd
C･P･S･ 】 10790 ≡ 11850
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si-Fe｡ 】 1･189 戸 1.19
1･43 _1･52 工 43
･･05 i LO7 i LO5
1.425
1.43
1.045
1.05
I.23 1.299
B.A.Emp.(52.50):EmpiricalαFactors(take-o庁■angle52.50),(BENCEandALBEE,1968).
A.R.Emp.(52.5O):Emp主rlCalαfactors(takel0frangle52.50),(ALBEEandRAY,1970).
A.R.Calc.(52'50):Calculatedαfactors(take-Ofangle52.50),(ALBEEandRAY,1970).
A.Calc.(40b):Calculatedαfactors(take10汀angle400),(ALB班,unpublished).
N.Emp.(400):Empicicalafactors(take-Ofangle400),(NAKAMURAandKUsmRO,1970).
N'.Emp.(400):Empiricalαf-actors(take-ofangle400),CalculationwereowedtoNAKAMURA's
methodonthedataofBENCF.andALBEE(1968)andALBEEandRAY(1970).
X線マイクロアナライザー(JXA5A)の定量精度に関する2,3の検討
4.ま とめ
BENCEandALBEEの補正法をつかって珪酸塩の分析
をおこなうとき,1)補正は3回くりかえすことで十分な
収れんが得られる.
2)α値としては,経験的にもとめられた,"empirical
α"を使った方が,よい結果が得られる.
3)"empjricaZα"についても.ことなった値があり,
今後さらに検討の必要がある.
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PRELIMINARYEXPERIMENTSOFELECTRON
PROBEX･RAYMICROANAI.YZER(JXASA)
byKoichiTAZAKTandHideoHIRANO,*DL'visionof
Geology,InstituteforThermalSpringResearch,
OkavamaUniversity.
*OnleavefromGeologicalSurveyofJapan.
Preliminaryexperimentsontheaccuracyorquan-
titativemicroprobeanalysisfortheinstrurlentSetil
theInstituteforThemalSpringResearch,Okayama
UniversltyWereCarriedout.
Deadtimeoftheinstrumentrangedabout5.5-5.
6microsecond,whichdelayed1.5microsecondthan
usualvalue.
Bombardingbyfinelyfocusedelectronbeam,
intensitiesorthecharacteristicX-rayoralkalimetal
suchasNaKαandKKαdecreaseddrasticalylnfive
totenminutes.
IntensitiesorthecharacteristicXィaydecreased
inrelationtothedegreeofof-focusing,whenthe
spectrometerfixedatoptJCal】yfocusedposition.
ReadjustlngOfspectrometeraftereverymoveof
samplewasindispensablefわrtheprooforaccurate
intensities.
ApplyingBENCEandALBEE'scorrectionmethod,
empiricalαfactorswasapprovedofpreferablefor
quantitativeanalysesofsilicatesthancalculateda
factors.
